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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est cons-
tamment revu par la CEI afin qu’il reflete 1’état actuel de
la technique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfirmation de
la publication sont disponibles auprés du Bureau Central
de la CEL

Les renseignements relatifs 3 ces révisions, & 1’établis-
sement des éditions révisées et aux amendements peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEI et
dans les documents ci-dessous:

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of
the publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC sources:

® Bullgtin de 1a CEI

® Annpaire de la CEI
Publjé annuellement

® Catdlogue des publications de la CEI
Publjé annuellement et mis a jour réguliérement

Terminologie

En ce qui cpncerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera a Ja CEI 50: Vocabulaire Electrotechnique Inter-
national (VIEI), qui se présente sous forme de chapitres
séparés trajtant chacun d’un sujet défini. Des  détails
complets sr;[r le VEI peuvent &tre obtenus sur dema
Voir égalenjent le dictionnaire multilingue de la

Les termes
cation ont
approuvés 3a

Symbole

électriques en pratique medxcale

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEI 27, de la CEI 417, de
la CEI 617 et/fou de la CEI 878, soit spécifiquement
approuvés aux fins de cette publication.

Publications de la CEI établies par le méme
comité d’études

L’attention du lecteur est attirée sur les listes figurant a la
fin de cette publication, qui énumerent les publications de
la CEI préparées par le comité d’études qui a établi la
présente publication.

® JEC Bulletin

X ed to IEC 50:
otechnical Vocabulary (IEV), which
of separate chaptefs each dealing
ield. Full details of the IEV will be
ést. See also the IEC Multilingual

erms and definitions contained in th¢ present publi-
have either been taken from the IEV or have been
ally approved for the purpose of thi{s publication.

Graphical and letter symbols
For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readprs are referred

to publications:

— IEC 27: Letter symbols to be usgd in electrical
technology;

— IEC 417: Graphical symbols for| use on equip-
ment. Index, survey and compilation of the single
sheets;

— IEC 617: Graphical symbols for diagrams;

and for medical electrical equipment,

electromedical

equipment in medical practtce

The symbols and signs contained in the present publi-
cation have either been taken from IEC 27, IEC 417,
IEC 617 and/or IEC 878, or have been specifically appro-
ved for the purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the IEC publications issued by
the technical committee which has prepared the present
publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) -

Partie 3: Limites -
Section 3: Limitations des fluctuations de tension et
du flicker dans les réseaux basse tension pour
les équipements ayant un courant appelé < 16 A

AVANT-PROPOS

1) La CE! (Commission Electrotechnique internationale) est une organisatjc i rmalisation
composée de 'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comj i El]). La CEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes |e ion dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl, & autres-activités, pbl|e des Normes
internationales. Leur élaboration est confiée a des comités d'é 3 Qs out Comité
national intéressé par le sujet traité peut participer. Les org i mentales et

non gouvernementales, en liaison avec la CEl, partici | collabore
étroitement avec I'Organisation internationale de No fixées par
accord entre les deux organisations.
rés par les
, expriment

es publiées sous forme de normes, de
par |es Comités nationaux.

les Comités nationaux de la CEl |s’engagent
g possible, les Normes internationaleg de la CEl

3 été établie par le sous-comité 77A: Phénoménes
de la CEl: Compatibilité électromagnétique.

Ua Norme iptern
hasse fréqe

des documents suivants:

DIS Rapport de vote

77A(BC)38 77A(BC)40

e rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information syr le vote
yant abouti a I'approbation de cette norme.

QO

Cette premiére édition de la CEl 1000-3-3 annule et remplace la CEl 555-3, parue en 1982
et sa modification 1 (1990).

L'annexe A fait partie intégrante de cette norme.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) -

Part 3: Limits -
Section 3: Limitation of voltage fluctuations and
flicker in low-voltage supply systems for equipment
with rated current <16 A

FOREWORD

1) The JEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organjZa
comgrising all national electrotechnical committees (IEC National Commlttees). Th
prompte international cooperation on all questions concerning stands

onic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC

preparation is entrusted to technical committees; any IE
ubject dealt with may participate in this preparatory

2) The

indicated in the latter.
Intern

ional Stg
Low-frgquency p

The text of this stdanda

ity.

he following documents:

X 77A(C0O)38

Full infprmation on tHe voting for the approval of this standard can be found in the report
on votipgiindicated in the above table.

Report on voting

77A(C0O)40

This first edition of IEC 1000-3-3 cancels and replaces |EC 555-3, published in 1982, and
amendment 1 (1990).

Annex A is an integral part of this standard.
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INTRODUCTION

La CEl 1000 est publiée sous forme de plusieurs parties conformément a la structure
suivante:

Partie 1: Généralités
Considérations générales (introduction, principes fondamentaux)
Définitions, terminologie

Partie 2: Environnement

Description de I'environnement
Classification de I'’environnement

Niveaux de compatibilité

Partie 3: Limites
Limites d’émission

Limites d’immunité (dans {a mesure ol ellg roduit)

Techniques de mesure
Techniques d’essais

50N tour subdivisée en sections qui seront publiées sgit comme

rapports seront publiés chronologiquement et numéfotés en
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INTRODUCTION
IEC 1000 is published in separate parts according to the following structure:

Part 1: General
General considerations (introduction, fundamental principles)

- Definitions, terminology

Part 2: Environment
Description of the environment
lassification of the environment

ompatibility levels

Part 3: Limits
mission limits
Immunity limits (in so far as they do not {3
ommittees)

juct

Part 4: Testing and measurement te
easurement techniques
esting techniques
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COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (CEM) -

Partie 3: Limites -
Section 3: Limitations des fluctuations de tension et
du flicker dans les réseaux basse tension pour
les équipements ayant un courant appelé <16 A

1 Domaine d’application

Ua présente section de la CEIl 1000-3 traite des limitations des fluctuations de tension et

u flicker appliqués sur le réseau de distribution public basse tengi

(o)

par un
ions pour

D

rbant un
rdés aux
phase et

= = 0O N
?

onditions
5 circuits

—

O

‘essai pour des équipements f
gd’essai sont indiqués en figure 1

bjective du
mise a des

inférieure
g circuits de

exigences
Faccord du

D-3-5.

Y

les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par sujte de la
nétérence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présenle Norme
internationale. Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur.
Tout document normatif est sujet & révision et les parties prenantes aux accords fondés
sur la présente Norme internationale sont invitées & rechercher la possibilité d'appliquer
I'édition la plus récente des documents normatifs indiqués ci-aprés. Les membres de la
CEl et de I''|SO possédent le registre des Normes Internationales en vigueur.

CEl 50(161): 1990, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) — Chapitre 161:
Compatibilité électromagnétique

CEl 335-2-7: 1993, Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues - Partie 2:
Régles particuliéres pour les machines a laver le linge
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ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) -

Part 3: Limits -
Section 3: Limitation of voltage fluctuations and
flicker in low-voltage supply systems for equipment
with rated current <16 A

1 Scope

This spction of IEC 1000-3 is concerned with the limitation of voltage
flicker jmpressed on the public low-voltage system.

It spegifies limits of voltage changes which may be produced bt
under gpecified conditions and gives guidance on methods of asse

to and including 16 A per phase and intended tg
distriblition systems of between 220 V and 250 V at 50

The tests according to this section are
annex [A and the test circuit is shown i

NOTES

1 [The limits in this secti

from| 230 V/60 W coiled}coilNi
voltjges less th
havg not yet bee
Spe
the
the gu

2

2 Ng

The fqllowing normative documents contain provisions which, through reference in
text, constitute provisions of this International Standard. At the time of publication,

and

egted

boe
nin

light
hinal
lues

with
ht of

this
the

editions indicated were valid. All normative documents are subject to revision, and parties

to agreements based on this International Standard are encouraged to investigate

the

possibility of applying the most recent editions of the normative documents indicated
below. Members of the IEC and the 1SO maintain registers of currently valid International

Standards.

IEC 50(161): 1990, International Electrotechnical Vocabulary (IEV) - Chapter 161:

Electromagnetic compatibility

IEC 335-2-7: 1993, Safety of household and similar electrical appliances - Part 2:

Particular requirements for washing machines
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CEIl 335-2-11: 1993, Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues — Partie 2:
Régles particuliéres pour les séche-linge & tambour

CEl 725: 1981, Considérations sur les impédances de références a utiliser pour la
détermination des caractéristiques de perturbation des appareils électrodomestiques et
les équipements analogues

CEl 868: 1986, Flickermétre — Spécifications fonctionnelles et de conception
Modification n° 1 (1990)

CEl 1000-3-5 1994 Compat:blllté électromagnéthue (CEM) - Part/e 3 L/mltes -

Définitions

Pour les besoins de la présente section de la CEI 1
applicables.

3.1 i i 1 VA du temps de Ia tension
i nsion fondamentale (voir

figure 2)

3.2 caractéristique d’une varia : an, AU(f): Variation, en fopction du

t ~ entre périodes telles que la valeur de la

t .3 et figure 2).

K : : 2 s ax- Différence entre les valeurs

gffi i < imale de aractéristique de la variation de tension (voir figure 2).

3. " de 3 anente, AU : Différence entre deux tensions stables

l« Roirls une variation de tension (voir figure 2)

& concernent des variations absolues de tensions entre phasg et neutre.
réseau de

(définition 3.2);
(définition 3.3);
efative de la tension permanente: d_ (définition 3.4).

Ces définitions sont expliquées dans 'exemple de la figure 3.

3.5 fluctuation de tension: Série de variations ou variations continues de la tension
efficace.

3.6 flicker (papillotement): Impression d’instabilité de la sensation visuelle due a un
stimulus lumineux dont la luminance ou la répartition spectrale fluctue dans le temps.
[VEI 161-08-13]

3.7 mesure du flicker de courte durée, P_,: Sévérité du flicker évaluée sur une période
de courte durée (en minutes), PSt = 1 est, par convention, le seuil de géne.
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IEC 335-2-11: 1993, Safety of household and similar electrical appliances - Part 2:
Particular requirements for tumbler dryers

IEC 725: 1981, Considerations on reference impedances for use in determihing the
disturbance characteristics of household appliances and similar electrical equipment

IEC 868: 1986, Flickermeter — Functional and design specifications
Amendment No. 1 (1990)

IEC 1000- 3 5 1994 Electromagnet/c compatlb/hty (EMC) - Part 3 le/ts - Sectlon 5:
Limitation p 2 0 age s, for
equipment with rated current greater than 16 A

3 Definitions

For the purpose of this section of IEC 1000-3, the following

3.1 HR.M.S. voltage shape, U(f): The time fun gted

stepwise over successive half-periods of the funda

3.2 e functionof the change in the r.m.s.
voltag ady-state condition for at feast(1 s
(see 4
3.3 nmaximum voltage change : ifferénce between maximum and minimum
r.m.s. \ ' 1 eristics’ (see figure 2).
3.4 ag ange .. The difference between two adjacent stegdy-
state 4 at-leastone voitage change characteristic (see figure 2).
NO &lo absolute phase-to-neutral voltages. The ratios of these magnit¢des
to th s nominal voltage (U,) of the reference network in figure 1 are called

(definition 3.2);
(definition 3.3);
[elative steady-state voltage change: d; (definition 3.4).

Thege definitions are™éxplained by the example in figure 3.

3.5 voltage fluctuation: A series of voltage changes or a continuous variation of the
r.m.s. voltage.

3.6 flicker: Impression of unsteadiness of visual sensation induced by a light stimulus

whose luminance or spectral distribution fluctuates with time. [IEV 161-08-13]

3.7 short-term flicker indicator, P_: The flicker severity evaluated over a short period
(in minutes); Pst = 1 is the conventional threshold of irritability.
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3.8 mesure du flicker de longue durée, Py Sévérité du flicker évaluée sur une période
de longue durée (quelques heures) en utilisant les valeurs successives des P,,.

3.9 flickermeétre: Appareil destiné a mesurer une grandeur représentative du
phénomeéne de papillotement.

NOTE - Les mesures sont, normalement, P, et P,. [VEI 161-08-14]

3.10 temps de rémanence, t;: Valeur ayant la dimension d'un temps décrivant
I'impression de flicker d'une variation de I'onde de tension.

4—Evaluationdes fioctuationsde tensionetdufticker

4.1 Evaluation en valeur relative d’une variation de tension «g

-
D
<
2
<
Y
=
(=]
3
Q
[
e
e)
X
@
=
oD
4]
—t
—r
2
-~
o
>
O
V]
-
=
Q
<)
)
<
¥
on.
2
=
[*]
=
Q.
[}
(*]
=2
(=
=
=]
[v
/2]
Q.
[+

équipement en essai, c’'est-a-dire de la différence AU
des tensions entre phase et neutre U(t,) et U(t,):

AU=Ut) - U (1)
es valeurs efficaces U(t,), U(t2) de la tensio ddivent étre soit gnesurées, soit galculées.
2 : mée a l'oscilloscope, il cgnvient de
a tion’de tension AU est que & une
apédance complexe Z, caus¢e par la
ent en essai. Al et AI sont respegtivement

- - -

- Ity 2)

ce.

pr la valeur
de tension
AU=|AIP~F?+AIq'X| (3)
s active et réactive de la variation de courant A/
éments de la valeur complexe de I'impédance de référence Z (voir figure 1)
Lalvaleur relative de la variation de tension est donnée par:
wdh = AUIU, (4)

4.2 Evaluation de la valeur du flicker de courte durée, F’st

La valeur du flicker de courte durée, Pst, est définie dans la modification 1 de la CEIl 868.

Le tableau 1 présente différentes possibilités d’évaluation du P, dues a des fluctuations
de tension de différents types:
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3.8 long-term flicker indicator, P": The flicker severity evaluated over a long period (a
few hours) using successive P, values.

3.9 flickermeter: An instrument designed to measure any quantity representative of
flicker.

NOTE - Measurements are normally P,, and P,. [IEV 161-08-14]

3.10 flicker impression time, t: A value with a time dimension which describes the
flicker impression of a voltage change waveform.

4 Assessment of voltage fluctuations and ticker

4.1 Assessment of a relative voltage change, "d”
The bpsis for flicker evaluation is the voltage change wav s of
the ecﬁipment under test, that is the difference AU of any t the
phaseito-neutral voltages U(t,) and U(t,):

AU = U(t,) - U(t)) 1)
The rjm.s. values U(t;), U(t,) of the voltage sh calculated. When
deducing r.m.s. values from oscillographic wal § any
wavefjrm distortion that may be present\Th¢g voltage cha is due to the changp of
the vqgltage drop across the complex\refere i , caused by the complex
fundamental input current change, Al ot Lipme der test. AIp and AIq are|the
active [and reactive parts respectively e, Al

) - Kty) (2)

NOTES

1 |, is positive far lagging Curre or leading currents.

2 [if the harm@ i and [(t,) is less than 10 %, the total r.m.s. value mdy be

appljed instead of the \va

3 [For single-ph4dse a umetcical thrée-phase equipment, the voltage change can be approximated to:
A< 1AL - R+ Al - X] 3)

whe

AIp F: reactive parts respectively of the current change A/;

R ar ément3of'the complex reference impedance Z (see figure 1).

The [relative-veltage change is given by:

"d" = AUIU, (4)

4.2 Assessment of the short-term flicker value, Pst

The short-term flicker value Pst is defined in amendment 1 to IEC 868.

Table 1 shows alternative methods for evaluating P, due to voltage fluctuations of different
types:
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Tableau 1 - Méthodes d’évaluation

Types de fluctuations de tension Méthodes d'évaluation du P

Toutes fluctuations de tension confondues Mesure directe
(évaluation directe)

Toutes fluctuations de tension confondues Simulation

ol U(1) est défini Mesure directe
Variation de I'onde de tension selon Méthode analytique
les figures 5 & 7 avec une fréquence Simulation
d'apparition inférieure & 1 par seconde Mesure directe

Variations de tension rectangulaires a Utilisation de la courbe P = la figure 4
intervalles réguliers

4.2.1 Flickermétre

Toute fluctuation de tension peut étre évaluée par i lisant un
flickermétre qui satisfait aux spécifications donnée raccordé
omme indiqué & I'article 6 de la présente sectio te pour la
étermination des limites.

.2.2 Méthodes de simulation

orsque la variation relative de I'e
valuée par simulation informatiq

gonnue, la valeur du P peut étre

fPour des variatio la valeur
qu P, peut étre (6).
hale a celle

utifisation de cette méthode si le temps séparant la fin d'une yariation de
ante est inférieura 1 s.

n relative de 'onde de tension doit étre représentée par un femps de
primé en secondes:

ChaqueXyariatia
f1émanence,

t=23(F-d_ )% (5)

- la variation de tension relative maximale d_ . est exprimée en pourcentage de ia
tension nominale;

— le facteur de forme, F, est associé a la forme de la variation de tension de 'onde
(voir article 4.2.3.2).

La somme des temps de rémanence, It, de toutes les périodes d’évaluation a I'intérieur
d’'un intervalle de temps total T, expnmé en secondes, est la base de I'évaluation du P_,.
Si 'intervalle de temps total, Tp est choisi selon la méthode de 6.5, on 'appelle «temps
d'observation» et:

1/3,2
Py=(Et/T) (6)
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Table 1 - Assessment method

Types of voltage fluctuations Methods of evaluating P,
All voltage fluctuations Direct measurement
{on-line evaluation)
All voltage fluctuations where Simulation
U(1) is defined Direct measurement
Voltage change waveforms according Analytical method
to figures 5 to 7 with an occurrence rate Simulation
less than 1 per second Direct measurement
Rectangular voltage changes at Use of the P =1 curve of figu
equal intervals
4.2.1 |Flickermeter
All types of voltage fluctuations may be assessed by direct
flickermeter which complies with the specification given i 3
described in clause 6 of this section. This is the reference
limits.
4.2.2 |Simulation method
in the [case where the relative volta be
evaluafed using a computer simulation.
4.2.3 |Analytical method
For volrage change w figures 5, 6 and 7, the P, value ¢an
be evaluated by an analyti
NOTES
1 The value of P_ buld
be obtained by dire
2 This meth the
start jof the
4.2.3.1
Each relative Maltage \change waveform shall be expressed by a flicker impression time,, £,
in seconds;

t=23(F-d_)%°

(5)

the maximum relative voltage change d__

nominal voltage;

the shape factor, F, is associated with the shape of the voltage change waveform
(see 4.2.3.2).

is expressed as a percentage of the

The sum of the flicker impression times, Zt,, of all evaluation periods within a total interval
length T, in seconds, is the basis for the P, evaluation. If the total time interval T
is chosen according to 6.5, it is an "observation penod" and:

of the

1/3,2
Py = (EH/T)

(6)
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4.2.3.2 Facteur de forme

Le facteur de forme, F, transforme une variation relative de I'onde de tension d(f) en un

échelon relatif de tension, de valeur (F- d__. ) équivalent pour le calcul du flicker.

NOTES
1 Pour des échelons de variation de tension, le facteur de forme F est égal & 1,0.

2 La variation relative de I'onde de tension peut étre mesurée directement (voir figure 1) ou calculée a
partir de la valeur efficace du courant de I’équipement en essai (voir équations (1) a (4)).

La variation relative de tension sera obtenue a partir d’'un histogramme ayant des périodes
successives de 10 ms.

Ile facteur de forme peut étre déduit des figures 5, 6 et 7 si la forme de la'variatign relative
de I'onde de tension correspond & une des caractéristiques de<es fig XSi Ig¢s formes
d'onde correspondent, procéder comme suit:

- trouver la durée T(ms) appropriée a la varjgtie ion| selon la
méthode indiquée aux figures 5, 6 et 7; le facteu Qo it ensuite

3 Une extrapolation qui serait effectuée en dehq ¢ d'application de ces figufes pourrait

Dans le cas ou les variations d ude, «d»,
éparées par des intervalles de servir a
ier; cette
sion «d»

ee P, est définie dans I'annexe A.2 de la CEI 868 et doit
12 (voir 6.5).

tvent—étre itées—s : } 1x bornes
d'alimentation de I'équipement en essai; elles sont mesurées ou calculées selon la méthode
indiquée a l'article 4 dans les conditions d’essai décrites a l'article 6 et & I'annexe A. Les
essais réalisés afin de démontrer ia conformité aux limites sont considérés comme des
essais de type.

Les limites suivantes sont appliquées:

- lavaleur du P_ ne doit pas étre supérieure a 1,0;
- la valeur du P, ne doit pas étre supérieure a 0,65;


https://iecnorm.com/api/?name=edb0393167b70aa8dfe4c1c97620911d

1000-3-3 © IEC:1994 -19 -

4.2.3.2 Shape factor

The shape factor, F, converts a relative voltage change waveform d(f) into a flicker
equivalent relative step voltage change (F-d__. ).
NOTES

1 The shape factor, F, is equal to 1,0 for step voltage changes.

2 The relative voltage change waveform may be measured directly (see figure 1) or calculated from the
r.m.s. current of the equipment under test (see equations (1) to (4)).

The relative voltage change waveform will be obtained from a histogram having
successive periods of 10 ms.
+ive
orms

The shape factor may be deduced from figures 5, 6 and 7, provideg
voltage change waveform matches a characteristic shown in the figur€
match| proceed as follows:

- [find the maximum relative voitage change q, . (accordir

- [find the time T(ms) appropriate to the voltage change wave 2 in figures
5, 6
3
4.2.4
In the ual
time in 3 aduge the amplitude correspondinP to
Py = 3 epetitic 3 plitude is called d;... The P, v lue
corres ’ J st = 90,

The long-term flicKe : ineg lied
with th

It is ¢ tovdssess the value of P, for equipment which is normally
operate® in at a time.

The limits—stattbeappticabteto-voltagefiuctuations—and-flicker-at-the-supply-terminals of
the equipment under test, measured or calculated according to clause 4 under test
conditions described in clause 6 and annex A. Tests made to prove the compliance with

the limits are considered to be type tests.

The following limits apply:

- the value of P, shall not be greater than 1,0;
- the value of P, shall not be greater than 0,65;


https://iecnorm.com/api/?name=edb0393167b70aa8dfe4c1c97620911d

-20 - 1000-3-3 © CEI:1994

- la variation relative d, de la valeur de la tension permanente ne doit pas étre
supérieure a 3 %; '

- lavariation relative de tension maximale d__. ne doit pas dépasser 4 %;

- la valeur de d(f) lors d’une variation de tension ne doit pas dépasser 3 % pour une
durée de plus de 200 ms.

Si les variations de tension sont dues a des opérations manuelles ou si leur fréquence
d’apparition est inférieure a une par heure, les exigences sur les valeurs du P, et du P,
ne s’appliquent pas. Les trois exigences sur les variations de tension doivent étre appliquées
dans ce cas avec les valeurs indiquées précédemment multipliées par un facteur de 1,33.

es limites ne sont pas applicables aux manoeuvres ou interruption eCOUrs.

Conditions d’essai

.1 Généralités

es essais ne doivent pas étre effectués sur les ptibles dg produire

es fluctuations de tension ou un flicker significati

es essais réalisés afin de démontrer la con ; ppareils aux limites dojivent étre

lLe circuit d’essai comporte:

-~ une tension d’alimentatio d'eo' :
- une impédanée de _ré Nce, (VO ;

- Tappareil

— sinégess (voir la CE! 868)
a variationj BQsi tive d(fppeut étre mesurée directement ou déduite du courant
iqué i, Pour déterminer la valeur du P, de I'appareil len essai,
4.2 doit étre utilisée. En cas de doute, le P doit étre
ode de référence avec un flickermetre.

La.précision de mesure de la valeur du courant doit étre au moins égale a +1 %. [Si I'angle
de phase est utilisé a la place des courants actifs et réactifs, I'erreur ne devra pas
dépasser +2 degrés.

La précision de mesure de la variation de tension relative «d» doit étre d’au moins +8 %
par rapport & la valeur maximale d__ . L'impédance totale du circuit, a I'exclusion de
I'appareil en essai, mais y compris I'impédance interne de la source d’alimentation doit
étre égale a I'impédance de référence. Il est nécessaire que la stabilité et la tolérance de
cette impédance totale soient telles qu’elles permettent d’assurer une précision globale de
+8 % tout au long de I'essai d’évaluation.

NOTE - La méthode suivante n’est pas recommandée lorsque les résultats de mesure sont voisins des
limites acceptables.


https://iecnorm.com/api/?name=edb0393167b70aa8dfe4c1c97620911d

1000-3-3 © IEC:1994 -21 -

- the relative steady-state voltage change, d_, shall not exceed 3 %;

- the maximum relative voltage change, d shall not exceed 4 %;

max’
- the value of d(t) during a voltage change shall not exceed 3 % for more than 200 ms.

If voltage changes are caused by manual switching or occur less frequently than once per
hour, the P, and P, requirements shall not be applicable. The three requirements related
to voltage changes shall be applicable with the previously mentioned voltage values,
multiplied by a factor of 1,33.

The limits do not apply to emergency switching or emergency interruption

6 Test conditions

6.1 General

Tests rhall not be made on equipment which is unlikely ificant voltage
i

fluctuations or flicker.

Tests o prove the compliance of the equipme be made using [the

test cincuit in figure 1.

The test circuit consists of:

— the test supply voltage (see 6.3)

The re ay be measured directly or derived from the r.m.s.
curren njie the P, value of the equipment under test, ong of
the mgq used. In case of doubt, the P, shall be measyred

using t : h a fluckermeter

NOT] alandg iphase equipment is tested, it is acceptable to measure only one of the three
line-

6.2 A

The magnitude of the current shall be measured with an accuracy of £1 % or befter.
If instead of active and reactive current the phase angle is used, its error shall not exceed
+2°,

The relative voltage change "d" shall be determined with a total accuracy better than +8 %
with reference to the maximum value d__ . The total impedance of the circuit, excluding
the appliance under test, but including the internal impedance of the supply source, shall
be equal to the reference impedance. The stability and tolerance of this total impedance
shall be adequate to ensure that the overall accuracy of +8 % is achieved during the whole
assessment procedure.

NOTE - The following method is not recommended where the measured values are close to the limits.
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Lorsque I'impédance de source n’est pas bien définie, c’est-a-dire lorsque I'impédance de
source est sujette & des variations imprévisibles, une impédance dont la résistance et
'inductance sont égales a l'impédance de référence peut étre connectée entre I’alimentation
et les bornes de I'appareil en essai. Des mesures de tensions peuvent ensuite étre faites
aux bornes de I'alimentation et aux bornes de I'appareil en essai. Dans ce cas, il faut que
la variation maximale de tension relative d_ . aux bornes de I'alimentation soit inférieure a
20 % de la valeur maximale d_ mesurée aux bornes de I'appareil.

6.3 Tension d’alimentation d’essai

La tension d’'alimentation d’essai (tension en circuit ouvert) doit étre la tension
assignée de I'appareil. Si une plage de tension est indiquée pour I’équipement, ia tension
i’alimentation doit étre 230 V monophasé ou 400 V en triphasé. katension dlessai doit
Btre maintenue & la tension nominale 2 %. La fréquence doit étre de 50 b b %.

| e taux global de distorsion harmonique de la tension d’alimeritati it\étresinféxjpur a 3 %.
Les fluctuations de tension d’alimentation en cours d’'essai 3glig i la valeur
flu P, est inférieure a 0,4. Cette condition doit étre vérifié b X essai.

6.4 Impédance de référence

o définie dans 13 CEl 725
la mesure de la variation de
1

La période d’'ob atic jr éyaluation des valeurs du flicker, par mesure et par
Simulatio aqit 13 >

able.

répété de
maniére continGe, sauf spécification contraire & I'annexe A. Pour un appareil qui s’arréte

utomatiquement aprés un cycle de fonctionnement durant moins longtemps que la
&rmh—dﬂm@mm@mmrmﬂémmﬁw i 5 i & i *équipement doit

étre incluse dans la période d’observation.

En ce qui concerne I'évaluation du P, lors de I'essai d'un appareil dont le cycle de
fonctionnement dure moins de 2 h et qui n'est pas normalement utilisé de maniére
continue, le cycle de fonctionnement ne doit pas étre répété, sauf indication contraire a
annexe A.

NOTE -~ Par exemple, dans le cas d'appareils dont le cycle de fonctionnement est de 45 min, il est
nécessaire d'effectuer cinq mesures de valeurs du Ps‘ consécutives pendant une durée totale de 50 min, et
les sept valeurs du P_, restantes correspondant & la période d’'observation de 2 h doivent étre considérées
comme étant égales a zéro.
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When the source impedance is not well defined, for example where the source impedance
is subject to unpredictable variations, an impedance having resistance and inductance
equal to the reference impedance may be connected between the supply and the terminals
of the equipment under test. Measurements can then be made of the voltages at the
source side of the reference impedance and at the equipment terminals. In that case, the
maximum relative voltage change, d, lnax Measured at the supply terminals shall be less
than 20 % of the maximum value d,,ax Measured at the equipment terminals.

6.3 Test supply voltage

The test supply voltage (open-circuit voltage) shall be the rated voltage of the equipment.
If a voltage range is stipulated for the equipment, the test voltage shall be 230 V single-
phase [or 400 V three-phase. The test voltage shall be maintained withi 2 % of [the
nomingl value. The frequency shall be 50 Hz £ 0,5 %.

The percentage total harmonic distortion of the supply voltage shalkbe\e

Fluctuations of the test supply voltage during a test may be ne Yo &} . B iS
less than 0,4. This condition shall be verified before and after &3 e

6.4 Reference impedance

For equipment under test the reference imped 3 i , Is a
converftional impedance used in the €alculati : : i age
chang "d", and the P_, and P, values.

The impedance values of the various € em@r

6.5 bservation period
The olservation period
flicker imulatior@ :

The ol
equipn

pnt,

the

For thg i ess
stated ptherwise in“afinex A. The minimum time to restart the equipment shall be inclugled

in this pbservation period when testing equipment that stops automatically at the end ¢f a
cycle om

For P, assessment, the cycle of operation shall not be repeated, unless stated otherwise
in annex A, when testing equipment with a cycle of operation of less than 2 h and which is
not normally used continuously.

NOTE - For example, in the case of equipment with a cycle of operation lasting 45 min, five consecutive
P, values will be measured during a total period of 50 min, and the remaining seven P values in the 2 h
observation period will be deemed to be zero.
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6.6 Conditions générales d’essai

Les paragraphes ci-dessous indiquent les conditions d'essai pour la mesure des
fluctuations de tension et du flicker. Dans le cas d’appareils non mentionnés en annexe A,
il est nécessaire d’établir des commandes ou programmes automatiques qui produisent la
séquence de variations de tension la plus défavorable en utilisant uniquement les séquences
de commandes et programmes préconisés par le fabricant dans le mode d’emploi ou qui
sont susceptibles d’'étre utilisées. Des conditions d’essais particuliéres pour des équipements
non cités en annexe A sont a I'étude.

L'appareil doit étre essayé dans les conditions telles que celles indiquées par le fabricant.
Il peut étre nécessaire d'effectuer des fonctionnements préliminaires des commandes
motorisées avant les essais afin de s’assurer que les résultats obtenus corrgspondent

oqué afin

En ce qui concerne les moteurs, il est possible d’effectuer des
t lors du

de déterminer la plus grande variation de tension efficac
démarrage du moteur.

Rour les équipements dotés de plusieurs circuyi 6le arés, les
donditions sont les suivantes:

cation est

— chaque circuit doit étre considéré cg
neues de

anément,

B, on ne
charge.

[da)

O
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6.6 General test conditions

The test conditions for the measurement of voltage fluctuations and flicker are given
below. For equipment not mentioned in annex A, controls or automatic programmes shall
be set to produce the most unfavourable sequence of voltage changes, using only those
combinations of controls and programmes which are mentioned by the manufacturer in the
instruction manual, or are otherwise likely to be used. Particular test conditions for equipment
not included in annex A are under consideration.

The equipment shall be tested in the condition in which it is supplied by the manufacturer.
Preliminary operation of motor drives may be needed before the tests to ensure that
resulty corresponding to those of normal use are obtained.

For mptors, locked-rotor measurements may be used to deterif

voltag¢ change, d__. , occurring during motor starting.

For equipment having several separately controlled circui

usefd independently, provided tha
instant;

— |f the control of separate circuitgare de pup
of circuits so controlled are considered

For control systems reg by

each variable part of the

Detailgd type te@wd »
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]
_'

- i
Ry X, .

EST

CEl 1035194

ée par le générateur de tension G et I'impédance de référence Z avec

jX, = 0,15 Q 2 50 Hz;
jXy=0,10 Q 2 50 Hz.

Quand™es impédances de source ne sont pas bien définies, voir 6.2.

G source de tension, conformément a 6.3.

NOTE - En geéneral, 1es charges triphasees sont equilibrees et Ay el X peuvent étre negligees, car il n'y

a pas de courant dans le fil de neutre.

Figure 1 - Réseau de référence pour alimentations monophasées et triphasées
dérivées d’une alimentation triphasée, quatre conducteurs
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S
jX, =0,15 Q at 50 Hz;
jXy =0,10 Q at 50 Hz.
The § cfual generator impedance.
When the source dnce is not well defined, see 6.2.
G
NOT mgenera

current in the neutral wire.

uTt

IEC 1035194

pply voltage generator G and reference impedance Z with

Figure 1 - Reference network for single-phase and three-phase supplies

derived from a three-phase, four-wire supply

the

no
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Figure 3 - Caractéristique d’une variation relative de tension
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Figure 3 - Relative voltage change characteristic
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Figure 5 - Facteurs de forme F pour des caractéristiques de tension
en double échelon et en rampe
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Figure 5 — Shape factors F for double-step and ramp-voltage characteristics
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NOTE - T =t,-1t, T; =t~ t, (voir figure 3).

Figure 7 - Facteurs de forme F des caractéristiques de tension de démarrage
de moteurs pour différents temps de front
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Annexe A
(normative)

Application des limites et conditions d’essai de type
pour équipements particuliers

A.1 Conditions d’essals des cuisiniéres

L’évaluation du P, n’est pas demandée pour les cuisiniéres destinées & étre utilisées par
les ménages.

Sauf indication contraire, la mesure du Pst doit étre effectuée deg conditions de
empérature stable.

—to

Chaque plaque doit étre essayée séparément comme sui

A.1.1 Plaques électriques

les essais de plaques chauffantes doivent étre/réali ad’e casseroles de |[diamétre,

Diamétre de la Quantité
plaque chauffante d'eau
(mm) (9)
145 1000 £50
180 1500+£50
2000 +50

durée de

I) est néce@ir

X limites

afin que
q fois, et

i avec de
Phuile de silicone jusqu’a un niveau correspondant a 1,5 fois la quantité d’ead indiquée
sur le tableau. On régle la commande de la plaque pour obtenir 180 °C, terhpérature
mesurée par un thermocouple plongé au centre géométrique de I'huile.

¢) Gamme totale de puissance: on vérifie la gamme de puissance totale de maniére
continue pendant une période d'observation de 10 min. Si les boutons de réglage ont
des niveaux de puissance discrets, tous les niveaux sont testés jusqu’a un maximum
de 20. S'il n’y a pas de niveaux, la gamme totale est divisée en 10 pas égaux. Les
mesures sont alors effectuées en débutant au niveau de puissance le plus élevé.



https://iecnorm.com/api/?name=edb0393167b70aa8dfe4c1c97620911d
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